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AFM의 결과 이미지와 작용력 왜곡의 요인들  
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원자간인력현미경(atomic force microscopy)은 기상 및 전도성 물질뿐만 아니라, 액상, 승온조

건에서도 생물체 시료를 분석할 수 있을 정도로 표면분석능력의 범위가 상당히 넓다고 할 수 있

다. 그러나 AFM은 탐침이라는 뾰족한 프로브를 이용한다는 특징으로 인해, 탐침에 가해지는 여

러가지 작용력은 이미지와 힘-거리 곡선을 구현하는데 있어 여러 왜곡 요인을 유발하게 된다. 

승온시에는 열차폐 여부, 액상 분석시에는 동점도의 크기, 캔틸레버에 입사되는 레이저의 광압, 

고속 분석시의 로딩힘의 세기, 작용력 분석시의 접근속도의 빠르기 등의 여러 요인들이 AFM 분

석에 영향을 주게 된다. 본 연구에서는 이론적으로 연구해온 AFM 이미지/작용력 왜곡 요인들을 

살펴보고 이를 제어할 수 있는 방법을 실험적으로 증명한 결과를 제시하고자 한다.  


